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La microscopie a balayage de grille (SGM: Scanning Gate Microscopy) consiste a balayer la
pointe polarisée électriqguement d’un microscope AFM cryogénique au dessus d’une nanostructure
fonctionnelle afin d’en imager le transport électronique [1]. Cette microscopie est trés performante
pour décrypter le comportement local de systemes électroniques non accessibles a une pointe
STM, car souvent enfouis trop profondément sous la surface libre.

Dans cet exposé, j’introduirai la microscopie SGM en décrivant en détails nos propres réalisations

qui portent sur I’imagerie d’anneaux quantiques a base de GalnAs dans deux régimes différents du

transport :

)] dans le régime Aharonov-Bohm qui se manifeste a bas champ magnétique. Ici, la
microscopie SGM permet de visualiser les effets d’interférences électroniques ainsi que la
densité locale d’états électroniques (LDOS) du systeme sondé [2] ;

i) dans le régime Hall quantique auquel on accéde a trés basse température (env. 100 mK) et
haut champ magnétique (env. 10T). Je montrerai que la microscopie SGM permet alors de
visualiser les Tlots de Coulomb [3] qui assistent le « tunneling » entre états de bord dans
I’interféromeétre de Hall quantique et permet ainsi de décoder la complexité apparente de sa
magnéto-resistance.
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Images SGM & 100 mK d’un ilot de Coulomb dans un anneau quantique (diametre environ 1
micron) en régime Hall quantique et magnéto-résistance associee.
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